




































图 1 中倒 U 型磁芯与被测件的导磁基体形
成一个闭合磁路
,


















































检测线圈 L : 的磁通量发生变化
,
即检测线圈输
出电压 U : 相应于膜厚 占变化而变化二 图 2 为
感应 电压 U





测出 U Z就可求得膜厚 占
.












































U Z (V )
检振 测荡











C P U 组合是仪器的控制中心
。
































C P U 组合可通过改变频率合成锁相器中的
要求有不同的测量频率
。































相应于膜厚 占的直流电压 U Z
。
U : 经 A /D 变换
后送 C P U 组合
。
C P U 根据 U : 值计算出相应
的地址码
,
根据这个地址码就可在存于 R O M
中的厚值表中查出相应的厚度值
,
并由 L E D 显
示器显示
。
















































通过中断 口对 C P U 请求中
断
,


















































频 增 校 测 打










测量范围为 0 一 30 00拼m
,
其最大误差 < 5拌m
。
实验中仪器表现出良好的稳定性及重现性
.
实验亦表明
,
采用数字电路查表方法解决模
拟电路中非线性校正困难是可行的
,
但其困难在
于要找到合适的曲线拟合方法
。
《 中国仪器仪表》 95
.
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